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INTRODUCAO

A nanociéncia estda, atualmente, dentre os
campos cientificos em desenvolvimento mais
promissores. Podem ser encontradas
diversas areas para aplicagdes dos agora
denominados nanomateriais. Dentre estas
podem ser destacadas: preparacao de
nanocatalisadores e fotocatalisadores,
sensores, células solares, baterias de ion
litio, filmes anti-reflexo, vidros condutores,
janelas com filmes auto-limpantes, entre
outros [1-3]. Existem diversas formas de
preparacao de materiais nanoestruturados,
porém o processo sol-gel apresenta maior
versatilidade, pois propicia o controle
estrutural ao nivel molecular [4-6] dos filmes
preparados.

OBJETIVO

Preparacao pelo processo sol-gel de filmes
finos de TiO, obtidos por dip coating com a
caracterizacao de algumas propriedades
opticas por espectrofotometria molecular na
regido do UV-Vis.

METODOLOGIA

Preparacao do precursor sol-gel:
O gel precursor foi obtido a partir da hidrélise

controlada, em temperatura ambiente, de
tetraisopropdéxido de titdnio em meio de
acido cloridrico ou acido acético em
isopropanol, conforme o caso. Foi avaliado
a influéncia do tempo de envelhecimento do
gel precursor nas caracteristicas dos filmes
preparados.

Preparagdo dos filmes finos de TiO,

Os filmes foram preparados em substrato
de vidro pelo processo de dip coating, com
velocidade de retirada de 30 cm.min-t. Apds
cada imersao no gel precursor o filme foi
submetido a tratamento térmico em mufla
na temperatura de 450 °C durante 15
minutos. O processo foi repetido até o
numero de 5 imersdes em filmes feitos em
uma face (s) e duas faces (d).
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RESULTADOS

A partir dos valores de transmitadncia minima
(T.,,) dos filmes finos de TiO, podem ser
determinados: espessura do fllme (d); indice
de refragdo no &€ do T_,_ (n); indice de
refracdo (N); porosidade (P) [7]. A partir do
coeficiente de absorcdao (3a) pode ser
determinado o valor da energia de band gap
(E ) [6]. Na figura 1 é apresentado o espectro
de transmissao para as amostras L-30 e L-
38, com a indicagdo dos valores para T, e
ordem do pico (m).
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Figura 1. Espectro de transmissdo das laminas
L-30 e L-38

Na tabela 1 sdo apresentados os parametros
calculados para os filmes preparados.

S : . PRy Eg

ilma Dias d (nm]) M P {%) (eV)
[-31%82 i} 0,314 2,134 33,6 3,41
[ -33%02 3 0,243 2,104 36,0 3,35
L-3i03Ee i} 0,259 2,099 26,3 3,35
L-32k 3 0,255 2,103 36,0 3,37
| -37%0t a 0,236 2,071 38,5 3,37
L-40="t 0,236 2,003 43,6 3,35
L-3898 @ 0,232 2,069 38,7 3,39
L-4198 3 0,256 1,965 45,4 3,39

Tabela 1: Caracterizagdo dos filmes finos de
TiO, preparados.

s) 1 face; d) 2 faces; b1l) HCI; b2)HAc



Os filmes finos foram feitos tanto em ambas
as faces(d) como em somente uma das
faces(s) do substrato. Como pode ser
observado, apds a devida correcdo, os
parametros calculados foram similares para
as duas situacoes. Nas condicOes estudadas
foi observado que os filmes finos de TiO,
preparados a partir do gel precursor com
acido cloridrico apresentaram, de forma
geral, menor espessura do que os
preparados com acido acético. Entretanto a
espessura do filme foi pouco influenciada
pelo tempo de envelhecimento do gel
precursor. O indice de refracdo dos filmes
finos de TiO, preparados a partir do gel
precursor com acido acético foram maiores
do que os obtidos para os filmes preparados
com &cido cloridrico e de forma geral foram
pouco influenciados pelo tempo de
envelhecimento do gel precursor. A
porosidade dos filmes finos de TiO,
preparados a partir do gel precursor com
acido acético foi menor do que dos filmes
preparados com acido cloridrico, sendo que
para este ultimo foi observada uma maior
influéncia do tempo de envelhecimento na
porosidade. O valor da energia de band gap
nao foi afetado pelo tempo de
envelhecimento e composicdo do gel
precursor, sendo praticamente constante nas
condicdes estudadas.

CONCLUSOES

A utilizacdo da espectrofotometria molecular
na regiao do UV-VIS simplifica em muito a
avaliacao de filmes finos transparentes, pois
a partir do espectro de transmissao, obtido
de forma nao destrutiva diretamente do
filme fino, podem ser estimados alguns
parametros importantes para sua
caracterizacdo Optica.
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